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(57) 1. Interferencyjny korektor-filtr promieniowa-
nia optycznego, zwilaszcza Kkorygujacy nad-
mierne i szkodliwe dla zdrowia promieniowanie
nadfioletowe oraz ttumigcy ol$nienie, znamien-
ny tym, Ze ma naniesionych na podtoze szkla-
ne metodg parowania prézniowego naprze-
miennie cztery lub szes¢, lub osiem, lub dzie-
sie¢ warstw dielektrycznych, kolejno z ZrO,,
oznaczonych duzg literg H, i SiO, - oznaczo-
nych duzg literg L, na przemian o wysokim -
2,342 i niskim - 1,419 wspédtczynniku zatamania
Swiatta i grubosci optycznej réwnej czwartej
czesci dtugosci fali 350 nm, przy czym grubosc¢
ostatniej warstwy L wynosi 1233 nm, grubos¢
warstwy H od strony podtoza wynosi 187 nm,
a grubosci warstw posrednich wynoszg zawsze
280 nm - dla warstwy H oraz 616 nm - dla war-
stwy L.
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest interferencyjny korektor-filtr promieniowania optycznego, stuzgcy
do korygowania szkodliwego i nadmiernego promieniowania nadfioletowego i umozliwienia dobrego
oraz wyraznego postrzegania znacznikéw fluoryzujgcych. Lampy emitujace promieniowanie nadfiole-
towe sg stosowane w przemysle widkienniczym do wzbudzania fluorescencji znacznikow.

Zrédtami promieniowania nadfioletowego - UV sg lampy rteciowe nisko- i wysokoprezne oraz
lampy halogenowe. Lampy emitujgce promieniowanie UV w celu wzbudzenia fluorescencji znaczni-
kow sg uzywane m.in. w przemysle witdkienniczym na stanowiskach szwaczek i krojczyh. Materiat
widkienniczy jest oznaczany znacznikiem fluoryzujacym, widocznym pod wplywem padajacego pro-
mieniowania UV. Umozliwia to rozpoznawanie przez pracownikow szwalni fluoryzujgcych oznakowan
toréw szycia lub krojenia. Stosowane lampy UV mogg emitowa¢ dawki promieniowania znacznie prze-
kraczajace wartosci 30 Jim? napromienienia erytemalnego, dopuszczalnego dla o$miogodzinnego
dnia pracy dla skéry, na przyktad rak i twarzy. Istotne jest rowniez niebezpieczenstwo narazenia oczu
na szkodliwe promieniowanie UV. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci napromienienia koniunktywalne-
go dla oczu dla osmiogodzinnego dnia pracy nie mogg przekraczaé¢ wartosci 18 Jim2 W celu zmniej-
szenia szkodliwosci i nadmiernego napromienienia promieniowaniem UV naktada sie na obudowe
lamp specjalne rastry, ktére obnizajg natezenie emitowanego promieniowania. Nie korygujg one jed-
nak w petni szkodliwego promieniowania UV i powodujg ograniczenie pola widzenia oswietlanego
stanowiska roboczego. Ograniczenie tego pola objawia sie znaczacym zmniejszeniem luminanciji
i jasnosci fluoryzujacego toru szycia na skraju pola obserwacji. W celu uzyskania dobrej widocznosci
toréw szycia lub krojenia w catym polu roboczym pracownicy szwalni nie stosujg powyzszych rastréw.

Naswietlanie materiatéw witdkienniczych promieniowaniem UV dla uwidocznienia wyzej omé-
wionego oznakowania, powoduje rowniez dodatkowy niekorzystny efekt: wzbudzenie fluorescenciji
materiatu, szczegdlnie najczesciej stosowanego materiatu barwy biatej. Objawia sie to nadmiernym
o$wietleniem catego stanowiska roboczego i jego otoczenia nieprzyjemnym, przykrym i ucigzliwym dla
wzroku swiattem, zwtaszcza niebieskim, powodujacym ol$nienie. Wptywa to na znaczne pogorszenie
warunkow dobrego widzenia, objawiajgce sie zmniejszeniem postrzegania i dobrej widzialnosci fluory-
zujacych toréw szycia czy krojenia.

Znane sg z polskiego opisu patentowego nr 128 372 zwierciadta interferencyjne. Sktadajg sie
one z poditoza, na ktére sg naniesione jedna na drugq uktady warstw przemiennych z pojedynczych
niemetalicznych warstw o matych stratach optycznych, tak iz na przemian wystepujg oddzielne war-
stwy o duzym i matym wspotczynniku zatamania. Zwierciadta te charakteryzuja sie tym, ze pomiedzy
sgsiednimi, jednakowo lub réznie zbudowanymi grupami warstw przemiennych, sktadajacych sie
z dwoch do dziesieciu warstw pojedynczych, jest umieszczona jedna lub szereg niemetalicznych
warstw sprzegajacych. Uktady warstw mozna wytwarzaé na przyktad metoda wyparowania w wysokiej
prozni.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 164 122 interferencyjny filtr korekcji temperatury
barwowej, utworzony z warstw TiO, i SiO,, naniesionych na podioze szklane, poprzedzonych i zakon-
czonych warstwami dopasowujgcymi z tych samych materiatéw. Warstwy interferencyjne z TiO, i SiO,
sg usytuowane na przemian w ukfadzie trzech stosow interferencyjnych, niecwiartkowych, wediug
schematu [0,85L 0,85H] 3 [1,08L 0,85H] 2 [1,20L 1,20H] 2, przy czym duza litera L oznacza warstwe
¢wiartkowg o niskim wspotczynniku zatamania, utworzong z SiO,, a duza litera H oznacza warstwe
¢wiartkowg o wysokim wspotczynniku zatamania, utworzong z TiO,. W zaleznosci od charakterystyki
zrodta Swiatta interferencyjny uktad warstw jest poprzedzony i zakohczony warstwami dopasowujacy-
mi, wykonanymi z tych samych materiatéw.

Przedmiotowy filtr ma zastosowanie, zwtaszcza w chirurgicznych lampach operacyjnych, wyko-
rzystujgcych zarowki halogenowe jako Zrédto swiatta. Strumien Swiatta zaréwki halogenowej, na przy-
ktad o temperaturze barwowej okoto 3100 K, po odbiciu od przedmiotowego filtru, zmienia swoj sktad
spektralny na zblizony do swiatla dziennego o temperaturze barwowej okoto 4200 K. Dzieki temu
oswietlenie pola operacyjnego charakteryzuje sie wysokimi wskaznikami odtwarzania barw zgodnie
z miedzynarodowymi normami, co zapobiega btedom w ocenie barwy krwi, skory i innych tkanek. Do-
datkowo przedmiotowy filtr, ktéry oznacza sie niskim wspétczynnikiem odbicia promieniowania ciepl-
nego, spetnia role ,zimnego lustra” i zapobiega szkodliwemu nagrzewaniu pola operacyjnego.

Wyzej przedstawione optyczne uktady interferencyjne - zwierciadia i filtry - nie moga by¢ zastoso-
wane do rozpoznawania znacznikéw fluoryzujgcych na stanowiskach roboczych w szwalni, ze wzgledu
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na catkowicie inne przeznaczenie tych uktadow, role, jaka petnig w uktadach odwietlajgcych, jak tez inny
spektralny zakres ich stosowania. To znaczy nie mogg by¢ stosowane jako filtry zmniejszajace dawki
promieniowania UV przekraczajacego warto$ci napromienienia erytemalnego i koniunktywalnego i/lub
zmniejszajace olénienie przez wyttumienie fluorescencji materiatu, bedacego przedmiotem pola obser-
wagiji, oraz polepszajgce widzialno$¢ tego pola, a szczegdlnie fluoryzujgcych znacznikow.

WyzZej wymienione zagrozenia i ucigzliwosci mozna wyeliminowac, stosujgc interferencyjne ko-
rektory-filtry promieniowania optycznego wedtug wynalazku.

Proponowany korektor-filtr promieniowania optycznego wedtug wynalazku powoduje zmniej-
szenie poziomu natezenia nadmiernego i szkodliwego promieniowania UV oraz zmniejszenie ol$nie-
nia przez obnizenie wzbudzenia fluorescencji materiatu wtdkienniczego.

Korektor-filtr ma naniesionych na podioze szklane metodg parowania prézniowego naprze-
miennie: cztery lub sze$¢, lub osiem, lub dziesie¢ warstw dielektrycznych, kolejno z ZrO,, oznaczo-
nych duzg literg H i SiO, - oznaczonych duzg literg L, na przemian o wysokim - 2,342 i niskim - 1,419
wspétczynniku zatamania Swiatta i grubosci optycznej rownej czwartej czesci dtugosci fali 350 nm,
przy czym grubos¢ ostatniej warstwy L wynosi 1233 nm, grubos¢ warstwy H od strony podtoza wynosi
187 nm, a grubosci warstw posrednich wynoszg zawsze 280 nm - dla warstwy H oraz 616 nm - dla
warstwy L. Korektor-filtr jest mocowany bezposrednio na obudowie lampy UV i moze byé stosowany
dla personelu obstugujacego te lampy, jesli konieczne jest ograniczenie wartosci napromienienia ery-
temalnego i/lub koniunktywalnego, wywotanego emisjg tego promieniowania UV.

Zgodnie z odmiang korektora-filtru wedtug wynalazku ma on naniesionych na podtoze szklane
metodg parowania prézniowego naprzemiennie czternascie warstw dielektrycznych, kolejno z TiO,, ozna-
czonych duzg literg H, i SiO, - oznaczonych duzg literg L, na przemian o wysokim - 2,270 i niskim - 1,460
wspdtczynniku zatamania $wiatta, przy czym grubo$¢ warstwy H od strony podtoza wynosi 125 nm, gru-
bosc¢ ostatniej warstwy L wynosi 974 nm, a grubosci warstw posrednich wynoszg zawsze 249 nm - dla
warstwy H i 623 nm - dla warstwy L.

Odmiana korektora-filtru jest montowana w oprawie okularéw uzywanych przez pracownika i ma
na celu wyeliminowanie ol$nienia w celu polepszenia widzialno$ci fluoryzujacych oznakowan przez
wygaszenie fluorescencji tta, wzbudzonej promieniowaniem UV, zwlaszcza materiatu barwy biate;,
oraz zablokowanie trafiajgcego do oczu bezposredniego i rozproszonego promieniowania UV. Mozli-
we jest naniesienie korektora-filtru réwniez na szktach korekcyjnych.

Wyzej wymienione dwa korektory-filtry wedtug wynalazku mozna stosowacé tgcznie na stanowi-
skach szwaczek i krojczyn, gdzie sg wykorzystywane lampy emitujgce promieniowanie UV, w celu
wzbudzania znacznikéw fluoryzujacych. Mozna je stosowal wszedzie tam, gdzie na stanowiskach
roboczych wystepuje promieniowanie UV i kiedy olénienie jest istotnym czynnikiem oraz kiedy jest
wymagane zmniejszenie lub ograniczenie natezenia promieniowania UV bezposredniego i/lub rozpro-
szonego. Mozna je takze stosowac jako dwa oddzielne, pojedyncze korektory-filtry.

Przykfad |. Korektor-filtr wedtug wynalazku (zgodny z zastrzezeniem 1) ma za zadanie skory-
gowanie natezenia promieniowania UV do poziomu bezpiecznego przy zachowaniu warunku dobrej
jeszcze widocznosci fluoryzujgcego pod wptywem tego promieniowania oznakowania materiatu wio-
kienniczego. Korektor-filtr jest cienkowarstwowym stosem interferencyjnym, ztozonym z dielektrycz-
nych warstw, na przemian o wysokim i niskim wspoétczynniku zatamania swiatta, naniesionych na pod-
toze szklane metodg parowania prézniowego. Do wykonania zastosowano specjalnie preparowane do
celéw parowania prozniowego materiaty ZrO,/SiO, Stopien tlumienia promieniowania UV mozna do-
biera¢ np. przez zmiane liczby zastosowanych warstw dielektrycznych, wchodzacych w sktad stosu,
w zaleznosci od rozktadu spektralnego mocy promieniowania zrodia.

Konstrukcje korektorow-filtrow uwidocznione sg w tabelach: I, II, 111, IV.
Tabelal

Nr Wspétczynnik zatamania Grubos¢ Grubosc¢ fizyczna

warstwy Swiatta optyczna (nm)
1 1,419 2,000L 1233
2 2,342 0,750H 280
3 1,419 1,000L 616
4 2,342 0,500H 187

Szkio - podtoze 1,520 - -
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Tabelall
Nr Wspétczynnik zatamania Grubos¢ Grubosc¢ fizyczna
warstwy Swiatta optyczna (nm)
1 1,419 2,000L 1233
2 2,342 0,750H 280
3 1,419 1,000L 616
4 2,342 0,750H 280
5 1,419 1,000L 616
6 2,342 0,500H 187
Szkio - podtoze 1,520 -
Tabela lll
Nr Wspétczynnik zatamania Grubos¢ Grubosc¢ fizyczna
warstwy Swiatta optyczna (nm)
1 1,419 2,000L 1233
2 2,342 0,750H 280
3 1,419 1,0000L 616
4 2,342 0,750H 280
5 1,419 1,0000L 616
6 2,342 0,750H 280
7 1,419 1,000L 616
8 2,342 0,500H 187
Szkio - podtoze 1,520 -
Tabela IV
Nr Wspétczynnik zatamania Grubos¢ Grubosc¢ fizyczna
warstwy Swiatta optyczna (nm)
1 1,419 2,000L 1233
2 2,342 0,750H 280
3 1,419 1,000L 616
4 2,342 0,750H 280
5 1,419 1,000L 616
6 2,342 0,750H 280
7 1,419 1,000L 616
8 2,342 0,750H 280
9 1,419 1,000L 616
10 2,342 0,500H 187
Szkio - podtoze 1,520 - -

W tabelach od 1 do IV oznaczenia duzymi literami H, L okreslajg odpowiednio warstwy o wysokim
i niskim wspodtczynniku zatamania i grubosci optycznej réwnej czwartej czesci diugosci fali 350 nm.
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W kolumnie pierwszej wyszczegdlniono numer warstwy, w drugiej podano wspotczynniki zata-
mania swiatta poszczegdlnych warstw, w trzeciej grubosci optyczne, a w ostatniej - grubosci fizycz-
ne tych warstw.

Wybor korektora-filtra zalezy od mocy stosowanego Zrédta UV.

Przeprowadzone doswiadczalne uzytkowanie dwdch réznigeych sie stopniem ttumienia korekto-
row-filtrow - o ttumieniu 2,3 razy i 4,6 razy -zainstalowanych na obudowie lamp szwalniczych, emituja-
cych promieniowanie UV, wykazato, ze filtry te spetniajg wymagania dotyczace dopuszczalnych da-
wek napromienienia erytemalnego i koniunktywalnego dla oémiogodzinnego dnia pracy. Wyraznie
obnizajg rowniez fluorescencje tta jako wzbudzonego $wiecenia materiatdéw witdkienniczych, szczegol-
nie barwy biatej.

P rzyktad Il. Korektorfiltr wedtug wynalazku (zgodny z zastrzezeniem 2) wygasza ucigzliwg
niebieskg fluorescencje materiatu, zmniejsza olsnienie wywotane tym dodatkowym promieniowaniem
i dzieki temu polepsza widzialno$¢ znakowania fluoryzujacego. Dodatkowa rola tego filtru to ochrona
wzroku przed bezposrednim i rozproszonym promieniowaniem UV.

Korektor-filtr wedtug wynalazku jest cienkowarstwowym stosem interferencyjnym, eliminujgcym
promieniowanie nadfioletowe i wygaszajgcym niebieska krétkofalowg czes¢ promieniowania widzialne-
go. Pozostata cze$¢ widma widzialnego przepuszczana jest na poziomie wiekszym od 95%. Umozliwia
to niezakiécong obserwacije pola pracy i znacznika, ktéry fluoryzuje w obszarze Zétto-zielonym widma.

Konstrukcja korektora-filtru uwidoczniona jest w tabeli V. Do wykonania korektora-filtru zasto-
sowano materiaty TiO,/SiO,. Znaczenia poszczegdlnych kolumn tabeli V, jak poprzednio w tabelach
od | do IV.

Tabela V
Nr Wspétczynnik zatamania Grubos¢ Grubosc¢ fizyczna
warstwy Swiatta optyczna (nm)
1 1,460 1,422L 974
2 2,270 0,567H 249
3 1,460 0,910L 623
4 2,270 0,567H 249
5 1,460 0,91 OL 623
6 2,270 0,567H 249
7 1,460 0,910L 623
8 2,270 0,567H 249
9 1,460 0,910L 623
10 2,270 0,567H 249
11 1,460 0,910L 623
12 2,270 0,567H 249
13 1,460 0,910L 623
14 2,270 0,278H 125
Szkio - podtoze 1,520 - -

Przeprowadzone doswiadczalne uzytkowanie w szwalni i krojowni wykazato, ze przy rownocze-
snym zastosowaniu obu korektorow-filtrow (wedtug zastrzezenia 1 i 2) natozonych na obudowe lamp
UV oraz zamontowanych w oprawie okularéw, wyeliminowano ol$nienie i polepszono widzialno$c¢ flu-
oryzujacych oznakowan materiatu widkienniczego, w catym roboczym polu widzenia.

Na rysunku przedstawiono schemat zasady dziatania interferencyjnych korektoréw-filtrow we-
dtug wynalazku, gdzie a oznacza promieniowanie UV emitowane przez lampe, b - promieniowanie UV
po przejsciu przez korektor- filtr wedtug zastrz. 1, ¢ - promieniowanie UV rozproszone przez materiat
widkienniczy, d - rozproszone promieniowanie fluorescencyjne materiatu widkienniczego wywotujgce
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ol$nienie, e - promieniowanie fluorescencyjne znacznika po przejsciu przez korektor-filtr wedtug za-
strz. 2, 1 - korektorfiltr wedtug zastrz. 1, 2 - korektor-filtr wedtug zastrz. 2, 3 - znacznik, 4 - materiat
widkienniczy.

Zastrzezenia patentowe

1. Interferencyjny korektor-filtr promieniowania optycznego, zwiaszcza korygujacy nadmierne
i szkodliwe dla zdrowia promieniowanie nadfioletowe oraz ttumigcy ol$nienie, znamienny tym, ze ma
naniesionych na podtoze szklane metodg parowania prézniowego naprzemiennie cztery lub szes¢, lub
osiem, lub dziesie¢ warstw dielektrycznych, kolejno z ZrO,, oznaczonych duzg literg H, i SiO, - ozna-
czonych duzg literg L, na przemian o wysokim - 2,342 i niskim - 1,419 wspétczynniku zatamania swia-
tta i grubosci optycznej réwnej czwartej czesci dtugosci fali 350 nm, przy czym grubos¢ ostatniej war-
stwy L wynosi 1233 nm, grubosé¢ warstwy H od strony podtoza wynosi 187 nm, a grubosci warstw
posrednich wynoszg zawsze 280 nm - dla warstwy H oraz 616 nm - dla warstwy L.

2. Interferencyjny korektor-filtr promieniowania optycznego, zwlaszcza ttumigcy nadmierne
i szkodliwe dla oczu promieniowanie nadfioletowe oraz ttumigcy ol$nienie spowodowane wzbudzong
fluorescencjg materiatu, znamienny tym, Zze ma naniesionych na podtoze szklane metoda parowania
prézniowego naprzemiennie czternascie warstw dielektrycznych, kolejno z TiO,, oznaczonych duzg
literg H, i SiO;, - oznaczonych duzg literg L, na przemian o wysokim - 2,270 i niskim - 1,460 wsp&t-
czynniku zatamania $wiatta, przy czym grubo$¢ warstwy H od strony podtoza wynosi 125 nm, grubo$é
ostatniej warstwy L wynosi 974 nm, a grubosci warstw posrednich wynoszg zawsze 249 nm - dla war-
stwy H i 623 nm - dla warstwy L.
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